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ปัจจุบันมีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดจากเดิมที่เป็นระบบสญูญากาศสูง  ตัวอย่างที่นำมา

ศึกษาต้องผ่านขบวนการทำให้แหง้และเคลือบโลหะ เพื่อทำให้มคีณุสมบัติในการนำไฟฟ้า (conductivity) เสยีก่อน โดยการ

นำไปฉาบด้วยคาร์บอน (C) หรือโลหะหนัก เช่น ทองคำ (Au) ทองคำผสมพาราเดียม (Au/Pd)  พาราเดียม(Pd) หรือ ทองคำขาว 

(Pt) เป็นต้น เพื่อป้องกันการสะสมของประจุบนพ้ืนผิวของตัวอย่างเมื่อถูกกระทบด้วยลำอิเล็กตรอน  ซึ่งต่อมางานวิจัยจำนวน

มากที่มีความต้องการในการศึกษาตัวอย่างโดยไมผ่่านขั้นตอนการเตรียมตัวอยา่งทางเคมี เช่น สิ่งทอ (textiles) บางชนิดไม่

สามารถเคลือบโลหะหนักได้ทั่วถึง จึงทำให้เกิดปัญหาการสะสมของประจุบนพ้ืนผิวของตัวอย่าง (charge up)  หรือเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเตรียมตัวอย่างทางเคมีซึ่งสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอันตรายต่อผู้วิจัย  รวมทั้งเพื่อการรักษาสภาพของตัวอย่าง

ทางโบราณคดีที่มีคณุค่าไม่ให้เกดิการปนเปื้อนหรือเสียหายได้ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนา กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราดให้มรีะบบสูญญากาศตำ่ เรียกว่า Low Vacuum Scanning Electron Microscope (LV) ซึ่งสามารถใช้ศึกษา

ตัวอย่างโดยไม่ต้องผ่านการเตรยีมตัวอย่างทางเคมี  ทำตัวอย่างให้แห้ง และเคลือบโลหะหนัก  โดยอาศัยการปรับระบบ

สูญญากาศใน specimen chamber ให้ต่างจากบรรยากาศภายนอกไม่มากนักแต่เพียงพอที่จะทำใหล้ำอิเล็กตรอนส่องกราดลง

บนพ้ืนผิวของตัวอย่างได้ ซึ่งในส่วนของ electron gun ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดลำอิเล็กตรอน และส่วนของ electromagnetic 

lens ซึ่งทำหน้าท่ีควบคุมขนาดของลำอิเล็กตรอนจะเป็นส่วนท่ีถูกทำให้เป็นสูญญากาศสูง (high vacuum) ด้วย oil rotary 

pump และ oil diffusion pump ในขณะที่ส่วนของ specimen chamber มีความเป็นสูญญากาศต่ำ (low vacuum) โดย 

rotary pump อีกเครื่องหนึ่ง กล้องจุลทรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดสญูญากาศต่ำในยุคแรกๆ ความเป็นสญูญากาศ

ภายใน specimen chamber สามารถปรับใหม้ีค่าได้ประมาณ 1-270 Pa (1 Pa = 7.5x10-3 Torr) และในปัจจุบันมีการพัฒนา

มากขึ้นให้สามารถปรับคา่ไดม้ากขึน้ ในสภาวะความเป็นสูญญากาศต่ำลำอิเล็กตรอนท่ีผ่านลงมายัง specimen chamber จะ

วิ่งกระทบกับโมเลกุลของก๊าซท่ียังหลงเหลืออยู่ใหเ้ปลีย่นไปเป็น ionized gas molecule  ซึ่งจะถูกดึงเข้าไปดดูซับ charged 

electron บนพ้ืนผิวของตัวอย่าง จึงทำให้สามารถศึกษาตัวอยา่งสดได้ เนื่องจากภายใตส้ภาวะสูญญากาศต่ำนี้ secondary 

electron ที่เกิดขึ้นจะมีพลังงานน้อยมากจนไม่สามารถแปรผลเป็นภาพได้อยา่งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแบบ

ธรรมดา ดังนั้นจึงต้องใช้สัญาญาน backscattered electron ซึ่งมีพลังงานมากกว่ามาแปรผลเปน็ภาพแทน เพื่อให้การรับ 

backscattered electron เกิดได้อย่างเต็มที่ backscattered electron detector จึงทำด้วย high-sensitive 

semiconductor ทำให้ได้ backscattered electron image สองชนิดคือ composition image และ topography image 

แต่อย่างไรกต็าม กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแบบสญูญากาศต่ำยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่พอสมควร เช่น

การศึกษาตัวอย่างไม่สามารถใช้กำลังขยายสูงได้ ระยะเวลาในการศกึษาตัวอย่างค่อนข้างจำกัดหากใช้เวลานานเกินไปตัวอย่าง

อาจเสียรูปร่าง และความชัดเจนของภาพมีน้อยกว่าระบบสูญญากาศสูง อาจต้องทำความสะอาดภายใน column เร็วข้ึนกว่า

ปกติ ซึ่งนั่นหมายถึงการมคี่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมากข้ึนตามไปด้วย 



 

ภาพถ่ายใบพืชจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแบบสญูญากาศต่ำ (JEOL: 5600LV) 
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